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X射线散射成像是一种通过探测物体散射的 X射线强度来获取内部物质分布的无损检测技术，其探测
布局灵活、对低 Z材料敏感，可支持原位单侧三维成像，对透射成像难以布局或效果不佳的场景具有
独特优势。本团队前期基于 X射线光机和小孔相机搭建了一套演示系统。采用小孔相机对被扇束 X射
线照明的物面的散射射线进行二维成像，在平移导轨带动下获得多张二维截面，堆叠成样品三维影像。
系统可清晰呈现样品外部轮廓和内部空腔，空间分辨可达 1.5mm，具有较好的应用潜力。该系统所获
取的数据可以直接作为图像，但存在一些问题：扫描方向和截面法线不平行、断层内放大比不一致、
像素的照明和探测效率不一致、系统的几何探测效率低且不均匀、射线在入射和散射过程中存在衰减、
衰减部分会转化为多次散射噪声。其中一些问题需要对数据进行处理。本工作从单次散射信号产生的
物理原理出发，将信号的影响因素拆分由照明探测系数和几何探测效率组成的像素系数（与样品本身
无关），以及由吸收系数和散射截面组成的物质分布项分别进行处理。通过对消除像素系数影响后的
部分再消除吸收项，得到散射吸收系数。目前已对解析生成的数据进行初步验证，得到合理结果。后
续将结合算法分析处理实验结果。
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